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«-J B^a J^; 3 24: ^^ 5- # #t * >I'J 2 2 • . ^ tt 2 2 -T. ^ 

: # >M B^a >H . . 3 260 . € i^. > M J- 4 ^Ijj #. m. B% >H 3 260 . 

J-X >a # itli FbI: 60 € J^L ^ ' -J^ ^ * A^. H 2 4^ ^ m 



0 
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i ^ ^mtn.m (6) 



m ^ 3 0' ^ T f'l ^ ^ n a% >H 3 23t f*^ ^ m 



210: ^ # # >I'J a^a >! 3 2^ jIjJ ^ ^ 2 06^ ^l.'i ^ ^ 28; 
220 : * >I.'J 2 8^ # # ^f.'J a^a >; 3 26^. t i^, ijfe J-X A ^ 

* • ' * ■ ■ 



230 : 



ex 



^ tit 4r lie. 0 ; 



2 40 : tit ^ 



^/f ^ ^ ^ SSp m ^ • )lf ^/T ^ ^ ^ ^ 6^ 



>.l/£i. (XinA) ' /5§ # 



OIL 



m ^ 2 5mA : , 

2 41 : )lf tS: ;t ^ « 



;A it > # ^f.'J B^a )i 3 2&^j - # m 



m? : a A ith i^fe TbT ; 

2 50 : ft jfjj # >I'J B^a >i 32^ 



J-X >S. lit i^fe fal &(j 



2 5 1 : : # ^l.'J a^a . >i 3 .2.&^j . € a -S. 4^ itb. f^l 6^ . 1; iM. A 

A ;5^ 1 0 p m A '. . :^ ' , I'J 2 6 0 ' ^ ' iJj it: n # 

2 5 2 : # m . n 3 2^ m. ^ m_ ^ )^ ^ A . ^ 

C il§ # ^ it .-^t iPJ tiS:. ' ^ ^ • K'J it. 25 3 ' 

^ V FJj IE? f -] 241 ' n M y, 326ij T - # j^jj^.flsp it 



t5: 



' 



2 53 : t9L ;t 



^ A 2 0 0 m A ' ^ ' m it 



e # # 270 ' ^ ^ ', m 
;&o 25inA ^ tt A 



i'J * ^ 24 0 ' ^If tit ;t 6^; # 

X .€ t5: ^ ( X + 2 5 .) m A ' : H 



# >i'J B^a )^ 32it.e j^'J t^ ; 
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i - ^mtn^m (7) 



2 6 0: >ij 3 2# :i m ik ^M. • ^ i§ m ^ m U 

41^ 2 70 : # B^a >{ it f^l 4^ >tj jfl .jI 3 06^j jFjJ H ; 
# 4^ 2 80 : M jlil a 



^ 3 0'/^ 



iii jloj iK ^ 



^ # 



^n. ^ ^- ^,4,2- — 4^ -kb tSi :^ 



53 -^Z ^ iHj oz- ' El i # -^-rj >I4 ^I. ^ 3 0^ 71 

t^ -^ ^ 2 0>I!'J K ^ m m M i^m. ^ 3Q\ ^ i^ii 

E9 Ui }k m m m M ifr3 # JEDEC EI.A/ JESD786^j # # «> 

^" T it i'J it 6vJ ^K'J ^ ' ^ jfjj ifl ^ 3 0^ ^ — n 

tk :^ m ^' ".^ 40' — ^ jsp ^ :^ 

4 4- - ^ >4 ^ m m ^ 4 6Jit — € * >M'J a ^.-^i^r 4 8° 
t5: ^ ^ 4 0ffl ^ ^ # # «'J >l . 3 2;^^ >IjJ 1^ -f- 2 06^1 

m ^ A ' i^ m M .^^ 4 .3 Oit n 2 1 o » w ^ .^^ 

^ 4 42T * # >^.'J >i 3 26^} ^1 ^ 28t # a^a >H 32 

6<l € i-X \a /ff # X £h;^>sp «ll ^ 30 

it ^ >^ 2 20 ° -^FTJ.W^^^^^ 4 4^ m >i 3 26^ ' 

^ ^ m ^ 47] ^ ^t. * it m m.^M ^ 30ii. # ^ ,230° € 

yAM ^^^^^ ^ ^ ^ ^ ^ >M A^, i4 2 2^ # # >I'J B^a >i 

326<j # l§p m yA ' -f^f^l 4^ )Bft^ a ^.SOit^^^l^ 2 40 V 

*! 3 26fj .€ 4^ itb fii ^ % <iL ' .-fl ft-l 1^ >I'J ^ . 

30it # # IfJ 25 0 • a 6;; ^ *i? 1^ ^ (Automated Test 
Equipment,^ ATE)^. '^^^t # # ® ' 'fi k ^ m M M 
32X ^ i. >M ^ M ' X t it t # iTj- fir m ^ m 



0 
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i > ^m^m (8) 

m ti^ a ^ 306^1 ^£ ' M # ^«'J ^ >1. 3 2ife 4t ^ 

^ ' M. M. ^ % A >M m m ^ ^ ^ • ^ ^ ^ 

^ ^ m B^a )\ 3 2^ n\i ^ 4 # isp ;^ # it f^l i% ^ m " 

* _L iili ' B^a >| ^ f^l # ' # # # m n a ^ > ^ m ■ 

M ^ m ^ ^ ^ m m. ^ ^ ti ^ }^ ^ ^ ^ /iir itj ^ m t . 

^14 ' >^ i-x # B^a >4 it # M ^ 6() >f ij . % ^ m U ^ 

^ ju m ^h - M m m m n ^M. ^ > ^-j ^ >^ >i # ^fjj ^ ^ 

^ m m A ^ ^ dl ^ Jisp t V T.a jT^ -^l 4- ^ -L . 

# 6<J m # B^a it f*^ Jl. ^ ^^>'J t< ' BP -t ifS 

m ^ ^ Bf fal . ,tb y ^ ^^ .B^a >i ^ ^ J:. . f^l ^J- ' 

^/r a 4^. # it ,^. ;^ ^-t f ' it ^ ^ b% 31 ^^«'J , 

^§ :^ f ; 4i W V ^ # . 8-^ #'J jf.'J t^, : fffl # 3^9 >H B^ ^ . 

^ ^jK m. A .^ 'SPL ^- ^ n ^ ih ^ jsp # ' -f^ # ^li 1^ . 

4 Z^. ^'J ffl - ?I"J ^ m M i^l > Jl f^l # 

^ ^B >} it ^ m m ^ m t^ ^ ± 1 ^ ^'^ /^ Pi - ml 

^ ^ t if m: ^ m m m iK m A m M. 
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^ ^ CMOS^'J Sj a ^ iit ^ -t ^ yf^ 

^ f m ^ It € «^ ^ P^a ^ ^ ^ ^ A SI 

^ ^ m M ^ ^ ^ :^ i4 TP ffl ° . 

^ 4^ # -f-. P^l m ^ ^ >)tl ^1 ffl 

4, 4l # f^j ^ >|.J ts^ ^ ^ t> Bl » 



^ # ^ m 



-0 
14 

2 0 
24 
28 

3 2 
42 

4 6 



5^ 



m 



flSp t5: ;t m j^C -^iS, 
il: -tJ^ ^ ^ ^ 



12 

1 6 

2 2 

2 6 

3 0 

40 
44 
48 



# *t 4 m m 



m ^ m ^ m^ ^ 

^ m ti m. ^ 

m -k^ :^ m. A 




% 15 K 



1 . - ^ m 

— >I'J 

m. ^ 



1^ ^ )i 



- a% >l F*^ ^ (latch up)J^ ^ ^ /5- ' 
^ ^ /f^ m tK : U '^l ^ ^ M # * «^ BB K ^ 
' ffl ^ >I'J B% >i ^ J;!/ ' ^ ^ ^ T ?'J # 



( a )^ # n >I'j 

(dm a^a 



K ^ ^ # a^a » ^ # ^ t ¥ 



FJM >^ ^ tS: 4; ^ ^7; -i!^ <i 



^ m — i^i ^ 



'A 

ML 



# t >M'J a^a >^ ^ 



( e ^ ^ m 

i n. >4 I'j . ^ — 



. >j?L 4 a: ^ e ^- 



fl ^ 



(d) 



jrf ^ m ^ ^ib m - ^ # 1^.1: >.tL • .ji f: iij. 



^ M ^ f^l^ ^ Jr^ t^ l^ .-- . fl 



t ^ ^'J le. 

^ f: }^ K a R. ^ i't 

'*"♦" * 

#J :^.;t^ a^B >H ^ it f^T 



m 4L € >^ -14. A ^ - 




^ 16 I 



5 . ^ t tt -I- ^'J m SI ^ 2jM ^/r itL ^ :^ >t ' ^ t ^ ^ # ^ ^ 
( e M^. ffl ^ ja-J « >iiL A ^ ^ fl t5: <S. ' X 4 il'J b% >H ^ 
t ^ ^ fal ^ € >A -fi ^ ii§ ^ - ^ tjt ^ . . 
m #J ^ B^B >^ ii. iii f^l 1^ >^.'J " 

6. -;^ ' ffl ^ ^ ;5fe ^o .t tt/^ ^Me. ffl ^ l^i m iilL ^ 

7 . — >FjJ ^ , ' ffl ^ /I'J ^ — -^a >i F^a ( 1 a t c h u p )J£ 

^ te. 'If It 'y,-. y 

- # ^ 4 (Parameter Measureinent .Un i t, PMU) ' 

M J^: ^ M n B% Ji i € >A m ' . j-:^ A 4 m >i i: i-:^ ^ . 

- ft-i i^ >m -^.^ ^ V r^t # >^ 1^ 12. 'It . ' m M M t^ m ajl 

- 5^. # . t5: ;t a ^ *4 ' ffi ^ ^ ^ -t^. >i ^ >K'J iKm-. A " 

- ^ isp .ts: ;t ^ ' ffl ^ ^ B%. >i ^ >^'J t.^ ^1 # B^a 



- 47: ^ t5:;^ ^ ^ M, ^ ^ A. ^ tS: ^ — /f77 




^ 17 M 



>! ^ ^ >M € /Til i 1-:^ A 

- 4 S H ' ffl 4*1 -ft # ^ te. 'It 



#1 ^ 



S.-ko t tt # ^'J ie. IE ^ 7jI^/t ^ ^K'J ^ ^ ' * t b% >i 
>I.'J a ^ # fst # ;^ le. 'It It t ' ffl >^^'J )^ J;!? 



"^■^1 ^ 'f® ^ ^ /^i ^ j-x A '^^^ ^ m ■> 

.0.:jta> It -f- #'J ^ IS ^ 7J^M.^ iHi ^ ' ^ f M ^ 

^ ^ OM. l " 



1 1 . dco t # ^'J Ie. HI ^ 5jM ^/f .ili ;i>J tii ^ ' * ^. ^ 
>f>'Jt^ 4^ (Automated Test Equipment, ATE) " 
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PUT 








GND 







CD 



CM 




y\ 





210 






240 



241 



/ 



5I'J m :^ 



250 




260 




m 1^ 



270 




280 




E9 



GetDevPath(device_path) 

^strcat(device_path, '7user_proc/latchup/10. pin"); 
' if ((file_id_l =fopen(device_path, "r" )) == NULL). { 
' fprintf(stderr, " 10. pin does not existed ! !\n"); 
'fclose(file_id_l);SetSystemFlag(Cl .ABORT, 1); 

' *state out = CI CALL_ERROR;} 



sprintf(task_string, " DFCM l,%f, 

-30000.000,30000.000,30000.000, , 5.000,PPNP,(ALL J N) . 
\n",0.000);fw_taskO; 

sprintf (task_string, " PTST?1 , , , PVAL \n" ) ; fw_task() ; 
sprintf (task.string; " RLYC PPMU,PMU,(ALL J N)\n" ) ; 

fw_taskO;iddO; _ V _^ _ _ . _ ^1' i^"-. '-■ _ -. 

while (fsca^if(f ile_id_l" "7os"~ pin) == 1) {Current =25000 ;7or{k 
0;k<8;k++){sprintf(task_string, "DFYM 1, %d, %d,: 
4500.0, 1 000.0,3000.0„,5.0,SPNS,(%s)\n)while (f scanf,(f ile_id_2, 
7os", pwd)==l) {sprintf (task_string, " I DDQ?VAL, 
-2,10.000000„0,(7.s) .\n",pwd);if(abs(idd_dlff) > 10000){ 
fprintfCstderr, "Shooting at pin % 10s with current ZlOd 
uAdamage chipNn" , pin,Current) ; } } ' 



""while (fscanf(file_id_2,"%s", pwd) == 1) { 
I sprintf (task_string,"lDDQ?VAL, 



"1 



I 



-2, 1 0.000000„0,(7cs) \n", pwd) ;iddJnitCpwd_cnt 
3=idd_bef; } . 



_ _ _ : 1 
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